Naktad wznowiony, uwzglednia zmiany 1 poprawki
wprowadzone do dnia 30.08.491% r. (Wyd. 111 )

UKD 667.638.41.6:535.361.21.08

1. WSTEP

1.1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy jest po-
miar potysku lustrzanego powXrok lakierowych za po-

mocg przyrzgdéw fotoelektrycznych dla kgta pomia-
rowego rdéwnego 60°.

1.2, Zakres stosowania przedmiotu normy. ZPodang
metode stosuje sie do okredlania porysku lustrza-

nego wszystkich powXzok malarskich o charakterze de-
koracyjnym lub dekoracyjno-ochronnym i klasyfikacji

powlok z punktu widzenia ich - poxysku, Wizualne}
ocenie potrysku odpowiadajg nastepujace wartosci
liczbowe:
Wartoéé liczbowa Klasa Ocena wizualna
do 25 - D, E = pélmat, mat

25 & 40 - c - pbéipolysk

41 + 80 - B - polysk

81 4 100 - A - polysk wysoki

Metode mozna réwniez stosowaé do oznaczania po-
Yysku innych niz malarskie powXok niemetalicznych
(np. ceramicznych).

1,3, Okreélenia, Porysk lustrzany jest to zja-
wigko optyczne charakteryzujgce si¢ zdolnodeig od-
bijania éwiat2a w sposéb zwierciadlany, Miarg po-
Yysku lustrzanego jest wyrasony liczbowo (w skali
od 1 do 100) wspéXczynnik odbicia kierunkowego, a
wigc stosunek strumienia dwietlnego odbitego gwier-
ciadlanie od badanej powloki do strumienia éwietl-
nego padajacego na te powoke przy kacie padania
okredlonym niniejszg normsg.

1.4, Normy zwigzane
PN-66/C=81510 Wyroby lakierowe., Warunki aklimaty-

zacji powtok do badah

PN-74/C=81513 Wyroby lakierowe, Ptytki do badarh

PN-70/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymy-
wania powlok do badar

PN=69/C=81519 Wyroby lakierowe., Okreélanie stopnia
wyschniecia '

fae K NORMA BRANZOWA
BN-67
POWLOKI Wyroby lakierowe 6110-20
MALARSKO- z
LAKIERNICZE Pomiar potysku lustrzanego powtok
przyrzadami fotoelektrycznymi
Grupa katalogowa X 2& .ZD)
e e iﬂ

2. APARATURA

2,1, Czedcl skXadowe przyrzgdu pomiarowego, Przy-
rzad pomiarowy skXada sie z zarowego 7Zrdéd¥a swiat-

Ya ze stabilizatorem napiecia, czg¢éci pomocniczych
zezwalajgcych na odpowiednie umiejscowienie bada-
nych powXok i odbiornika'umieszczonggo w taki spo-
séb, zeby docieraX do niego écidle okredlony stru-

mied dwiatta odbitego od badanej powroki, Odbior-
nikiem powinno byé skorygowane ‘'ogniwo fotoelek-
tryczne selenowe. Wszystkie trzy czesdci skXadowe

nalezy potaczyé w sztywny przyrzad z wiadciwie sko-
limowanymi strumieniami $wietlnymi (rys. 1). Pra-
widXowe rozmieszczenie poszczegdlnych czedcli przy-
rzgdu podano na rys. 1.

foto ogniwo |

Powierzchnia odbyggca: [610-20~1]
Rys. 1. Schemat przyrzadu do pomiaru polysku lustrzanego

powlok lakierowych

2,2, Warunki geometryczne, 0§ strumienia éwietl-
nego padajgcego powinna tworzyé 2z prostopadig do

badanej powierzchni powxoki kat 60°, Odbiornik na-
lezy umiedcié na osi scidle odpowiadajgce] kierun-
kowl odbicia zwierciadlanege strumienia padajacego.
Dla ptaskiego kawatka czarmego polerowanego szkia
ludb jakiegokolwiek innego lustra w poXozeniu bada-
nej prébki obraz #4rédra dwiatla powinien  tworzyé
sie w érodku okienka odbiornika. DXrugodé odwietlo-
nej powierzchni powXoki powinna wyncosié nie wicce]
nt? jedng trzecig odleglodci od Srodka te) odwiet-
lonej powierzchni do okienka odbiornika, Odpowiede
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nie tolerancje wymiaréw szczeliny odbiornika i ka-
ta pomiarowego w stopniach podano w tablicy.

Kat padania ' 60+ 0,1

Wielkoéé szczeliny odbiornika w 4,4+ 0,1
plaszczyZnie pomiaru

Wielkoéé szczeliny odbiornika w 1,7+ 0,2

plaszczyinie prostopadlej do
plaszczyzny pomiaru

Wymiary kgtowe Zréd¥a $wiatka mierzy sie od so-
czewek Zrédta. Wymiary kgtowe okienka  odbiornika
mierzy sie od soczewek odbiornika w przyrzgdach ty-
pu kolimujgcego i od badanej powierzchni w przy-
rzgdach typu skupiajgcego. Schematycznie przedsta-
wiono to na rys. 2.

Okienko
i

Soczewki  Badana Soczewki -

Zrodlo zrodla powlerzchnio.  odblomika

Szczelina Otraz

Szezelina
2rodlh odbiomika  Zrodla [EH-H-7]
Ryse 2 Sposéb okreslania wymiaréw kgtowych szczelin £r6d-

la i odbiornika w przyrzgdzie typu kolimujacego

Tolerancje sg tak dobrane, aby bigd pomiaru wy-
nikajgey z odchyled w wymiarach szczelin Zrédra 1
odbiornika nie przekraczaX 1 jednostki poxysku w
catym zakresie pomiarowym. Wymiar katowy szczeliny
4rédxa powinien wynosié 0,75+ 0,25° w praszezysnie
pomiaru i najwyze] 3° w ptaszczy‘inie prostopade]
do pZaszczyzny pomiaru,

Wewngtrz kgtéw bryzowych o wielkosciach podanych
nie mogg sie znajdowaé jJakiekolwiek wkXadki ogra-
niczajgce chociaz czg¢dciowo strumienie éwietlne,

2,3, Warunki widmowe, Otrzymane wyniki nie po=-
winny zbytnio réznié sie od wynikéw otrzymywanych
przy uszyciu przyrzadu z wbudowanym filtrem, ktéry
jest tak dobrany do Z%rédta éwiatla, ze jasnodé je-
go odpowiada dokYadnie %rédtu bieli C (wedXug CIE~
-Mi¢dzynarodowe] Komigji Oéwietleniowej). Czukosé
widmowa odbiornika powinna byé zblizona do réwno=-
waznika fotometrycznego (czutoéci oka) wzorcowego

obserwatora CIE, PoniewaZ na ogéx odbicie lustrza-
ne Jjest widmowo . nieselektywne tylko dla silnie
barwnych powtok o0 niskim poXysku, nalezy stosowad

odpowliednie filtry korekcyjne.

2.4, Warunki ogélne, Element odbiorczo-pomiarowy
powinien podawaé wartodci liczbowe proporcjonalne
do wielkodci strumienia éwietlnego, przechodzgcego
przez okienko odbiornika, Doktadnodé wskazar w gra~
nicach + 1% w stosunku do gérnego zakresu pomiaru,

Przyrzgdem nale3y postugiwaé si¢ zgodnie z  in-
strukcjg obstugi wydang przéz producenta,

3, WZORCE POLYSKU LUSTRZANEGO

3.1, Podstawowe wzorce robocze poiysku lustrza-

nego, Mogg nimi byé bardzo dobrze wypolerowane,
ptaskie piytki szklane zabarwione na czarno, Odbi-
jalnoéé prytki oblicza sig¢ jako funkcje kata pada-
nia i wspéteczynnika zatamania éwiatXa 2z réwnania
Fresnela. Przyjmuje sig, ze opisane wyzej  piytki
szklane o wspdXczynniku zatamania éwiatXa  réwnym
1,567 majg porysk lustrzany réwny 100 niezaleznie
od wielkosci kgta padania, Takie ptytki o
wspbétczynniku zaXamania dwiatia réwnym 1,52 majg
dla réznych kgtéw padania nastepujgce wartodci po-
Tysku:

Same

kgt padania

potysk lustrzany
459 53
60° 92,5
70° 170

Jako podstawowe wzorce robocze mogg byé réwniez
gstosowane powierzchnie cieczy.

3,2, Pomocnicze wzorce robocze poiysku lustrza-
nego, Mogg nimi byé piytki ceramiczne, niepolero-
wane, nieprzezroczyste (matowe), ktérych polysk wy=-
nosi okoxo 40, Wartodé poxysku lusfrzanego tych
wzorcéw ustala sie opierajgc sie¢ na Jednym z pod-
stawowych wzorcéw roboczych na poxyskomierzu, o
ktérym wiadomo, ze spelnia wszelkie wymagania nor-

my., Wartoéé porysku tych wzorcéw nalezy co pewien

czas sprawdzaé przez pordéwnanie z podstawowymi wzor-
cami roboczymi,

4, SPOSOB OTRZYMYWANIA I WYBOR POWEOK DO POMIAROW

4,1, Nak¥adanie powXok. Norma niniejsza nie ckres-
la sposobu otrzymywania powlok lakierowych lud prd-
bek do badad, PowXoki nalezy nak¥adaé zgodnie =z
PN-74/C~81513 i PN-70/C=81514 lub wedXug odpowied=-
nich norm przedmiotowych (warunkéw technicznych).

4.2, Powierzchnia badanych powXok lakierowych lub
prébek innych materiaXdéw powinna byé w  mozliwie
najwiekszym stopniu ptaska i gXadka oraz wolna od
"gskérki pomarardczowej" i innych nieregularnosdci po-
wierzchniowych spowodowanych zwykle nieprawidZowym
natryskiem, Kierunek dladéw pedzla i podobnych re-
gularnoéci w strukturze powierzchni powinien  byé
réwnolegty do ptaszczyzny pomiaru, Nalezy doktad-
nie przestrzegaé parametréw suszenia powiok lakie-
rowych, zwlaszcza powXok schngcych w podwyzszone)]
temperaturze (PN-69/C=81519),

Nie nalezy poréwnywal ze sobg powzok ¢ malym
potysku i duzych réznicach w barwie, chyba 2e sto=-
suje zie filtry korekcyjne (2.3).

4,3, Klimatyzacja powiok, Bezpoérednio przed wy=-
konaniem pomiaru (w warunkach laboratoryjnych) po-
wioka powinna byé klimatyzowana zgodnie z PN-66/
0-81510. W warunkach polowych (na stacjach koro-
zyjnych) nalesy badang powXoke sprukaé wodg i wy-
suszyé.
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POMIAR

5.1, Sprawdzenie przyrzadu, Kazdorasowo przed
rozpoczeciem i po zakoriczeniu pomiaru a niekiedy

réwniez w czasie pomiaru (jezeli pomiar jest se-
ryjny) nalezy sprawdzié przyrzad. W tym celu nale=-
2y przyrzgd umiedcié na ptytce szklanej stanowig-
cej] podstawowy wzorzec roboczy i tak wyregulowaé
wekazania przyrzgdu zeby odpowiadaly one wartodci
potysku lustrzanego wzorca. Nastepnie zamiast piyt-
ki szklanej umiedcié pXytke stanowigecg pomocniczy
wzorzec roboczy. Wekazania przyrzgdu nie powinny
sie réznié wiecej niz +1% od wartodci poXysku lus-
trzanego wzorca pomocniczego, w przeciwnym razie na-
lezy przyrzad odestaé do producenta celem dokona-
nia regulacji lub przekalibrowaé go we wiasnym za-
kresie, jezell przewiduje to instrukcja  obsZugi.
Wzorce nalezy oéwietlaé w kierunku zaznaczonym na
odwrocie pzytki.

2+2. Wykonanie pomiaru, Pomiar przeprowadza sie
przynajmniej w trzech punktach powierzchni. Uzys-

kuje sie¢ wtedy dane co do stopnia jednolitosdci po-
wierzchni. Wynik korcowy jest érednig z trzech po-
miaréw, Jezeli jakas czedé badanej powZoki rézni
si¢ w wartodci potysku 1lustrzanego od wartodci
éredniej o wigcej niz 5, pytka powinna byé, je-
#2elil nie uzgodniono inaczej, odrzucona,

5.3. DokXadnodéé pomiaru, Powtarzalnoéé wynikéw
na tym samym przyrzadzie powinna wynosié +1% war-

todci odczytywanej. Powtarzalnoéé wynikéw na rég-
nych przyrzgdach powinna wynosié 5% wartodci od-
czytywanej. Otrzymany wynik jest zawsze obarczony
pewnym bledem, nawet jezeli zachowane sg dopusz-
czalne tolerancje co do wymiaréw szczelin Zrédia i
odbiornika (2,2) i co do wskazad przyrzadu odbior-
czo-pomiarowego (2.4). Bxad ten wynika g rdéinicy
w rozkladzie (geometrycznym) strumienia #éwietlne-
go, odbitego od wzorcéw i prébek, réznic w uoze-
niu soczewek oraz pewnych zakiécerl odbié na we=
wnetrznych écianach przyrzadu.

6. PROTOKOZ

Po wykonaniu pomiaru nalezy sporzgdzié protokdi,
ktéry powinien podawaé:

a) wartodé érednig pomiaru i wielkodé kgta pomia-
ru,

b) czy jakakolwiek powkoka ludb jej czedé wykaza-
*a potrysk lustrzany réinigecy sig¢ wigcej niz o 5%
od wartosci dredniej,

c) gruboéé badanej powkoki,

d) producenta i typ ptaskomierza oraz
rystyke podstawowych i pomocniczych wzorcéw TrTobo-
czych,

e) barwe badanej powXoki (przyblizonz).

charakte-
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